
CdTe 検出器を用いた高エネルギーX線回折

High-energy x-ray diffraction with the CdTe detector 
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高エネルギーX 線回折は材料深部の測定が可能であることから、産業材料の評価に有効な手法であ

る。しかしながら、X線検出器として広く用いられている NaI(Tl)のシンチレーション検出器では、ヨウ素の

K 吸収端よりも高いエネルギーではバックグラウンドが上昇すること、エネルギー分解能が数十 keV と悪

いという問題がある。今回、サンビーム共同体※では高エネルギー領域においても高いエネルギー分解

能での測定が期待できる CdTe検出器を導入し、その能力の検証を実施した。

X線のエネルギーとしては、Si333反射で分光した75 keVを使用した。この際のSi 111による25 keV

の成分は、40 μmのMo箔を用いて減衰させた。

図 1にNaI(Tl)検出器およびCdTe検出器を用いて

測定したCeO2の X線回折パターンを示す。検出器か

ら切り出すエネルギー範囲は、それぞれの検出器にお

いて75 keVの成分と考えられる範囲に設定した。その

ため、高分解能の CdTe 検出器において、より狭いエ

ネルギー範囲での切り出しとなっており、コンプトン散

乱等が除外され、全体的にバックグラウンドが低くなる

傾向が認められた。また、NaI(Tl)検出器では、CdTe

検出器に比べてピークが多く認められている。これらの

ピークの同定を実施したところ、100 keV 成分の混在

の影響であることがわかった。以上の結果から，CdTe

検出器は NaI(TI)検出器に比べて、高い SN 比で正

確な高エネルギーX線回折測定が実現できると判断される。

※ 以下の企業グループ13社で構成する任意団体．（川重／神鋼／住友電工／ソニー／電力グループ(関電
＋電中研)／東芝／豊田中研／日亜／日産自動車／パナソニック／日立／富士通／三菱電機）
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図 1 CeO2の X線回折パターン (@75keV) 

上：NaI(Tl)検出器、下：CdTe 検出器 
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